ANALIZ

Analiz ve inceleme laboratuvarlarinda objenin yapisi, malzemesi ile bozulma tiirleri, siireci ve

bozulma sonucunda olusan yan dUrinleri ¢esitli makroskopik, mikroskobik inceleme,

gorlintlileme yontemleri kullanarak tespit etmek icin yapilan islemlerden olusur. Bunun yani

objenin kimyasal ve fiziksel yapisindaki degisimleri gozlemleyerek yapilan tarihleme

yontemleri de sik basvurulan analizlerden biridir.

Bir koruma ve onarim g¢alismasinda analiz yapilmasinin amaci sunlardir:

AN A T o

Objenin kimyasal yapisini anlamak

Objenin fiziksel durumunu saptamak

Bozulma tirlerini ve mekanizmasini tespit etmek

Varsa onceki koruma-onarim midahalesinde kullanilan kimyasallari tespit etmek
Varsa onceki koruma-onarim midahalesinin objeye etkilerini tespit etmek

Boylece konservator tarafindan objeye uygulanacak koruma-onarim yénteminin dogru
ve eksiksiz bir sekilde tespiti icin veri saglamak

Tarihlendirmek

Bir koruma ve onarim c¢alismasinda analiz yapilmasi karari alinirken dikkat edilmesi gereken

unsurlar sunlardir:

1.
2.

Her obje icin analiz yapmak gerekli olmayabilir.

Obje icin analiz yapmanin zorunlu olmasi

Secilen analiz yonteminin esere zarar vermeden ve miimkiinse ondan parca almayi
gerektirmeden yapilabilmesi (tahrip icermeyen yontemler)

Secilen yontem eserden parca (6rnek) almayi kacinilmaz kiliyorsa,

a) Alinacak parganin eserin tim 6zelliklerini yansitmasi

b) Eserin mimkin oldugunca dikkat cekmeyen bélimiinden alinmasi

c) Ornek boyutunun minimumda tutulmasi

d) Miimkin oldukca az sayida 6rnek alinmasi

e) Alinan 6rnegin objenin butlnligini bozmamasi

f) Alinan 6rnegin objenin tarihsel ve sanatsal niteligini azaltmamasi



Tas koruma ve onariminda malzeme analizi yaparken kullanilabilecek araglar ile aletli analiz
yontemlerinin baslicalari sunlardir:

A. Mikroskoplar:
1. Obtik Mikroskoplar:

Silindir seklinde bir tiplin iki ucuna, obejnin gorintlsini blyltmek amaciyla yerlestirilmis

merceklerden olusur. Optik mikroskopla genellikle 5 ile 100 kat blyttme oranlariigin kullantlir.
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Resim 2. Optik mikroskop.!

Binokiler mikroskoplar ise obje lzerine odaklanmis iki ayri mikroskop tipline sahiptir. Bu
nedenle insan gozuni taklit ederek, tic boyutlu biylitmeye imkan saglayan mikroskop tirGdur.
Bu mikroskoplar objeler {izerince ince temizlik vyapilirken kullanilirlar. Binokdiler

mikroskoplardan daha gelismis mikroskop tiri olan petrografik ve metalografik mikroskoplar

1 Oz - Demirci, 46, Sek.4.1.



40 ila 1000 kat arasi biiylitme olanagina sahiptir.? Tas malzeme analizinde asil bu mikroskopla
kullanilir.

2. Taramali Elektron Mikroskop:
Tramal elektron mikroskobu (SEM) kiltir varliklari koruma ve onarim alaninda yapilan
malzeme analiz galigmalari sirasinda en ¢ok kullanilan mikroskop tlridir. SEM’de goriinen igik
yerine elektron demetini isik olarak kullanilir. Bu tir mikroskoplarda 25000x ve Ustlnde

buyitme elde edilir.?
B. Element Analizi:

Element analizi, materyallerin bilesiminde hangi elementlerin bulundugu ve bulunan
elementlerin miktarlarini belirlemek amaci ile yapilan analizdir. Kimyanin oldugu kadar
arkeokimyanin da énemli bir parcasidir.* Giniimizde gelisen analiz ydntemleri ile objelerden
herhangi bir par¢a almaya gerek duymadan tahribatsiz yéntemlerle analiz yapilabilmekte ve
objelerin ham maddeleri icinde bulunan elementlerin oraninin yani sira izotop oranlari da
belirlenebilmektedir.

Koruma-onarim ve arkeoloji bilimlerinde kimyager ya da arkeometristler tarafindan

basvurulan analiz yontemlerinden baslicalari sunlardir:

1. Spektroskopi,
2. indiktif eslesmis plazma — optik emisyon spektromtre (ICP-OES)
3. X-Isin Floresans Spektroskopisi (XRF)
4. CN Analizoru
5. Nétron Aktivasyon Analizi (NAA)?
6. ince Kesit Analizi:
Petrografik inceleme amaci ile minerallerin optik mikroskopla incelenmesi sirasinda
polarize isik kullantlir. Polarize 1sik, 15181 olusturan dalgalarin timunin ayni ydnde dizenlendigi

1sik akisi ttradr.

2 Oz - Demirci, 46-47.
3 Oz - Demirci, 47-49.
4 Oz - Demirci, 49.

5 Oz - Demirci, 50-55.
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Resim 2. Petrografik mikroskop®

Petrografik mikroskop, 6zel bir tiir binokiler mikroskoptur ve ince kesitlerin calismasina
uygundur. Kayag, seramik vb. materyal 6rnekleri 0.3 mm. kalinhkta kesilip parlatilarak bu
mikroskop altinda incelenir. incelemeye hazirlanan parcanin ince kesiti alinmis ve petrografik

mikroskop alinda incelendiginde ince kesit analizi yapilmis olur.”

6 Oz - Demirci, 69, Sek.4.11.
7 Bknz.: Oz - Demirci, 59-71



Resim 4. ince kesitde Pyroxene kristalleri.®

7. X-Isini Kirinimi (XRD):
Cesitli ttirden kristallerden X-isinlarini gecirerek meydana gelen spektrumlarin incelenerek

elementlerin tespitine dayal bir ydontemdir.*°

8 MacKenzie — Adams, 17, Fig. 10.
® MacKenzie — Adams, 12, Fig. 3.
10 Bknz.: Oz - Demirci, 71-73



8. IR Spektroskopsi'?
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